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摘要(译)

本发明提供一种用于液晶显示装置的测试装置，该测试装置包括：阵列
测试信号输入部，用以输入阵列测试信号；显示测试信号输入部，用以
输入显示测试信号；显示测试信号控制部，用以控制显示测试信号的输
入；测试总线，分别与阵列测试信号输入部和显示测试信号输入部相
连，并且，当进行阵列测试时，显示测试信号控制部处于关闭状态。本
发明还提供用于液晶显示装置的测试方法和基板。通过本发明可不需要
增加额外的治工具或设备而实现阵列测试和显示测试的兼容。从而提高
生产效率，并且节约生产成本。
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